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TUB-Prüfvorlage JG66; Optimalfarben in (A,B) und (a*,b*) 
Für Lichtarten E, 3BS, 3BW, 4BW: RGB*=575, 515, 475nm

Eingabe: w setgray 
Ausgabe: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmetrik/JG66/JG66L0N1.TXT /.PS
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 1/2
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